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Publication 384-3-1 de l1a CEI IEC Publication 384-3-1

QC 300801 (Premidre édition - 1989) QC 300801 (First edition - 1989)
Condensateurs fixes utilisés dans Fixed capacitors for use
les équipements électroniques in electronic equipment
Troisiéme partie: Part 3:
Spécification particulidre-cadre: Condensateurs Blank detail specification: Fixed
fixes chipses au tantale - Niveau d'assurance E tantalum chip capacitors. Assessment level E

CORRIGENDUM 1

Page 18

Sous-groupe C3.1, sous colonnes
p |[n | ¢, au lieu de:

6 | 8 | 1
lirel

61181

Page 26 age 27
Sub-group C3.4, columns

Sousg-group
p | n| c, instead of:

plinle

3|14 3|41
lire] read:
3112 31241

Mai 1989 May 1989
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONDENSATEURS FIXES UTILISES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES
TROISIEME PARTIE: SPECIFICATION PARTICULIERE-CADRE:
CONDENSATEURS FIXES CHIPSES AU TANTALE
NIVEAU D'ASSURANCE E

PREAMBULE

Leg—deaisions—o ecords—offieiels—de GEI—en O

estions techniques, préparés par des Comités d'Etudes §

1)

représentés tous les Comités nationaux s'intéressant 5,
ex enal
su

' 2) Cefs ht
ag

3) Daphs le but d'encourager l'unification ¥hternationa a CEI expripe le
voeu que tous les Comités nationaux addpte S bnales
le| texte de la recommandatio Ltions
nationales le permettent. T je la
CE ssible,

étre indiquée en termes clair

La présente norme a, ét
Condenjsateurs et résist

Le texite de cn me t
\%\e e\Six Mois

Rapports de vote

N UK0(BC)632 40(BC)668
40(BC)598 40(BC)646
D 40(80)99 40(BC)6HT

Pour plus am

renseignements, consulter les rapports de vote corrps-

pondang mentionnés dans le tableau ci-dessus.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publicgtion est
le numéro de spécification dans le Systéme CEI d'assurance de la qualité des

composants électroniques (IECQ).
Autres publications de la CEI citées dans la présente norme:

Publications 384-1(1982): Condensateurs fixes utilisés dans les équipements élec-
troniques. Premiére partie: Spécification générique.

Modifications No. 2 (1987) et No. 3 (1989).

384-3(1989): Troisiéme partie: Spécification intermédiaire:
Condensateurs fixes chipses au tantale. .
410(1973): Plans et regles d'échantillonnage pour les controles

par attributs.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIXED CAPACITORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT
PART 3: BLANK DETAIL SPECIFICATION:
FIXED TANTALUM CHIP CAPACITORS
ASSESSMENT LEVEL E

FOREWORD

1) The forme T2 ag i S—6 : EG—en hnieal—me
preparefi by Technical Committees on which all the National Conin
having & special interest therein are represented, express, as

possible, an international consensus of opinion on the supy

with.

2) They haye the form of recommendations for internationa
acceptefl by the National Committees in that sense

3) In order to promote international
wish that all National Committees
recommendation for their national
will pepmit. Any divergence bet

corresppnding national rules shoul 3SSi , be clearly

indicated in the latter.

This standprd has been al Committee No. 40:

Capacitors|and Resii:o : quipment.
The text of this stahdard the following documents:
%\\;x\hQéiisl/dule Reports on Voting
R 4
\Q 0(C0)632 40(C0)668
0(C0)598 40(CO)646
x 40(C0)599 40(C0)647

Further infofmation can be found in the relevant Reports on Voting indicateq

the table abeve

i

The QC number that appears on the front cover of this publication is

the specification number in the IEC Quality Assessment System for
Electronic Components (IECQ).

Other IEC Publications quoted in this standard:

Publications 384-1(1982): Fixed Capacitors for Use in Electronic Equipment,

Part 1: Generic Specification.
Amendments No.2 (1987) and No. 3 (1989).

384-3(1989): Part 3: Sectional Specification: Fixed Tantalum

Chip Capacitors.

410(1973): Sampling Plans and Procedures for Inspection by

Attributes.

in
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CONDENSATEURS FIXES UTILISES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES

TROISIEME PARTIE: SPECIFICATION PARTICULIERE-CADRE:
CONDENSATEURS FIXES CHIPSES AU TANTALE
NIVEAU D'ASSURANCE E

INTRODUCTION

Spécification particuliére-cadre

Une spécification particuliére-cadre est un document, complémentaire de 1la
spécification intermédiaire, comprenant les regles concernant le style la

présentation et le contenu minimal des spec1f1cat10ns parti
spécifications particuliéres ne répondant pas a ces regle
consiflérées comme conformes aux spécifications de la CE
étre fléclarées comme telles.

Le coptenu du paragraphe 1.4 de la spécification ifterme

Les npméros placés entre parenthéses dans la’pr
inforpmations suivantes, qui doivent étre i

Identfification de la spécificatien pa

(1) ° Comm1331on Electrotechnlque Inter

O
w
=
O
]
E
[\
—
'—l
4]
jo¥]
o
l—l
@]
=S
72}
[e]
=
w
’_J
m
o
(.l

re pris

ht aux
indique.

National

ifre est

(2) ion particuliére, date d'édlition et
systeme national.

(3) 3 i v SciRication générique nationale ou CEI.

(4) S itatigh particuliere-cadre.

(5)
(6)

(7) Jrogquis ave
ildité, et/ou références correspondant aux documents nationaux ou

les principales dimensions, importantes pour 1l'interchangea-

inter-

natlonaux approprlés. Au CnolX, ce croquis peut &tre donné dans ume annexe

a la spécification particuliére.

(8) Utilisation ou ensemble d'utilisation couvertes et/ou niveau d'assurance.

Note.- Le(s) niveau(x) d'assurance utilisé(s) dans une spécification
particulidre doit(doivent) &tre choisi(s) dans la spécification
intermédiaire, paragraphe 3.5.4. Ceci implique qu'une spécifi-
cation particuliére-cadre peut &tre utilisée en combinaison avec

plusieurs niveaux d'assurance pourvu que le groupement des
ne change pas.

(9) Données relatives aux propriétés les plus importantes, permettant
comparaison entre les divers types de condensateurs.

essais

la
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FIXED CAPACITORS
FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT
PART 3: BLANK DETAIL SPECIFICATION:
FIXED TANTALUM CHIP CAPACITORS
ASSESSMENT LEVEL E

INTRODUCTION

Blank detail specification

A blank det

ail specification is a supplementary document to the Sectional Speci-

fication gna—<conta squUiTenmey O 0 and Ayoutr angd m IO CO of

detail spgcifications. Detail specifications not complying with (thesé\ require-

ments may |not be considered as being in accordance with IEC specifi nor

shall they so be described.

In the prgparation of detail specifications the content f the

sectional |specification shall be taken into account.

The number infor-

mation whi

Identificd

(1) The "] ds
Organij

(2) The Ij ail specification, date |of
issue

(3) The nymber and issue

(4) The II

the national system.

(5) A shos
(6) Infort

(7) Outlime draw

abili
lines
speci

national Generic Specificatiqgn.

wih main dimensions which are of importance for interc¢hange-

Ly and/or erence to the national or international documents for out-
Mternatively, this drawing may be given in an appendix to the detail
Fieation-

(8) Application or group of applications covered and/or assessment level.

Note. ~-The assessment level(s) to be used in a detail specification shall be
selected from the sectional specification, Sub-clause 3.5.4. This
implies that one blank detail specification may be used in combination
with several assessment levels, provided the grouping of the tests

does not change.

(9) Reference data on the most important properties, to allow comparison between
the various capacitor types.
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CET 384-3-1-XXX (2)
(1 QC 300801-XXX
CEI 384-3-1 (4)
COMPOSANTS ELECTRONIQUES DE QUALITE QC 300801
CONTROLEE CONFORMEMENT A:
(3) CONDENSATEURS CHIPSES (5)
AU TANTALE

Croquis d'encombrement: (voir Tableau I)
(Proljection: Méthode du ... diédre)

N
N\ N
W (6)
M

O

(D'iEtres formes sont autorisées a ‘i;\,//

1'intérieur des dimensions do ees) :jgveau(x) d'assurance: E (8)

@

mfoprmations sur la dlsponlblllte des composants
ua 1f1 s selon cette spécification particuliére
ont\données dans la Liste des Produits Qualifiés.

(9)

SECTION UN - CARACTERISTIQUES GENERALES

1. CARACTERISTIQUES GENERALES

1.1 METHODE(S) DE MONTAGE RECOMMANDEE(S) (2 introduire)

(Voir paragraphes 1.4.2 et 4.3 de la Publication 384-3 de la CEI.)
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(1)

IEC 384-3-1-XXX (2)
QC 300801-XXX

QUALITY

IEC 384-3-1 (4)
ELECTRONIC COMPONENTS OF ASSESSED QC 300801
IN ACCORDANCE WITH:
(3) FIXED TANTALUM (5)

CHIP CAPACITORS

Qutline

irawing: (see Table I)

(... anglle projection)

(Other s
the dime

(7

hapes are permitted within
nsions given)

\@ment level(s): (8)

1

<>

f ma iorp on the availability of components
qu 11 iedvto this detail specification is given
§A the\Qualified Products List.

(9)

SECTION ONE - GENERAL DATA

GENERAL DATA

RECOMMENDED METHOD(S) OF MOUNTING (to be inserted)

(See Sub-clauses 1.4.2 and 4.3 of IEC Publication 384-3.)
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1.2 DIMENSIONS
TABLEAU T
Référence Dimensions (en mm ou en inches et mm)
du boitier
7] L H d J........

Notes 1. -Lorsqu'il n'y a pas de référence Lableau I

2. -Les dimensions doiveat

1.3 CARACTERISTIQUES

Gamme de capacité (voir tableau
Tolérances sur la c
Tension ngminale (voir tableau IIA)
gorle i igdble) (voir tableau IIA)

imatig
(voir tableau IIB)
(voir tableau IIB)
appiicable) (voir tableau IIC)

olement (si requis)
irtension

TABLEAU IIA

Valeurs de capacité, de tension et boitiers correspondant

or

Tension nominale

Tension de catégorie*

Boitier Bolitier Boitier Boitier

Capacité nominale

(en PF)

*# Si elle est différente de la tension nominale
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1.2

DIMENSIONS

TABLE I

Case size
reference

Dimensions (in mm or inches and mm)

H

d

........

Notes 1. -When there is no case size referegce)

TABLE ITA

IIA)
IIA)
II4)

IIB)

IIB)
IIC)

Values of capacitance and of voltage related to case sizes

imensions or as

Rated voltage

Category voltage*

Rated capacitance

(in /uF)

Case size

Case size

Case size

Case size

¥ If different from the rated voltage
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TABLEAU IIB

384-3-1 © CEI

Caractéristiques a haute et basse température

(V)

(uF)

Variation de

Valeurs maximales

capacité
Tan ¢ Courant de fuite
(%) (%) (md)
Op OR 6p CTY 20 °C OR e 20 °C eRr op

1)

¢
K

QN

\
)

O

R

%

S
N

té\\i.e\)\/

de catégorie.

TABLEAU IIC

Impédance & 100 kHz (si applicable)

Boitier

Impédance
()
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TABLE IIB

Characteristics at high and low temperature

Ug | Cr | Capacitance change Maximum values
Tan & Leakage current
(V) | (uF) (%) (%) (uA)
7Y SR 6 =T\ 20 °C{ ep op 20 °C| 6p - 6
1)
P
@ \ $/P
\\\
N
©p: Lower
8p: Upper
OR: Rateg
1): Measy
TABLE IIC
Impedance at 100 kHz (if applicable)

Case
size

Impedance
(f1)
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1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1y 384-3-1

DOCUMENTS DE REFERENCE

© CEIl

Spécification générique: Publication 384-1 de la CEI (1982):
Condensateurs fixes utilisés dans

les équipements électroniques.

Premiére partie: Spécification générique.
Modifications No. 2 (1987) et No. 3 (1989).

Spécification intermédiaire: Publication 384-3 de la CEI (1989):
Condensateurs fixes utilisés dans

les équipements électroniques.

Troisieme partie: Spécification inter-
médiaire: Condensate hipses
au tantale.
MARQUAGE
ge doit
L,
paragraphe 1.6.
mations
ballage.

ion doivent

suivants:
re et
RAPE6§I CERTIRIES DE LOTS ACCEPTES
ReqUis/n :>}€§§>s.
dEEﬁIIO COMPLEMENTAIRES (ne sont pas prises en considérjation
oulF les edntroles)
EXIGENCES OU SEVERITES, COMPLEMENTAIRES DE, OU PLUS SEVERES |QUE, CELLES

SPECIFIEES DANS LA SPECIFICATION GENERIQUE OU INTERMEDIAIRE

Note. -Des compléments ou des exigences complémentaires ne devraient

étre prescrites que lorsque cela est indispensable.

TABLEAU III

Autres caractéristiques

Ce tableau doit étre utilisé pour définir des
caractéristiques qui sont complémentaires ou
plus sévéres que celles qui sont données dans
la spécification intermédiaire.
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1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

RELATED DOCUMENTS

Generic specification: IEC Publication 384-1 (1982):

Fixed Capacitors for Use in Electronic
Equipment, Part 1: Generic Specification.
Amendments No. 2 (1987) and No. 3 (1989).

Sectional specification: JEC Publication 384-3 (1989):

Fixed Capacitors for Use in Electronic
Equipment, Part 3: Sectional Specifi-
cation: Fixed Tantalum Chip Capacitors.

MARKING

Sub-clause 1.6.

Note. -The details of the marking of the
be given in full in the detai

ORDERING INFORMATION

Orders for capacitors c
clear or in coded form,

a) Rated capacitance.

c¢) Rated d.l0

d) Num and issye\ref
re e

CERTIFIED EC D OF R

dXnot 1 qu1 ed

<iz)ﬂ; ON§QVIN RMATION (not for inspection purposes)

ADDI ONAL OR INCREASED SEVERITIES OR REQUIREMENTS TO THOSE SPE

shall

in, in

Lyle

CIFIED

IN- THE RIC AND/OR SECTIONAL SPECIFICATION

when essential.

TABLE III

Other characteristics

This table is to be used for defining charac-
teristics which are additional to or more
severe than those given in the sectional
specification.

nly
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SECTION DEUX - EXIGENCES DE CONTROLE

384-3-1 © CEI

2. EXIGENCES DE CONTROLE
2.1 Procédures
2.1.1 Pour 1l'homologation, la procédure doit &tre conforme au paragraphe 3.4

de la spécification intermédiaire, Publication 384-3 de la CEI.

2.1.2 Pour le controle de la conformité de la qualité,
comprenant 1' echantlllonnage, la per10d1c1te, les sévérités et les

Notes 1.

attributs.

3. Dans ce tableau:

; }Publication
qualite acceptable

le programme d'essais,

role
ire.

e

410 de la CEI

ication

4.y Examen visuel

4.4  Dimensions
(par mesure)

Numéro de pa é;éphs;\ ﬁ\#%ibditions d'essai N N |Exigences
et essai o oir note 1) C Q [(voir note 1)
(voir noftel) ND A
(voir note 2)
CONTROLE| DU/GROUPE A
(lot par lot)
Sous-groupe Al ND S-4 2,5%

Selon 4.4.2

Marquage lisible et
selon 1.5 de la pré-
sente spécification

Comme spécifié au
tableau I de la pre—
sente spécification
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SECTION TWO - INSPECTION REQUIREMENTS
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INSPECTION REQUIREMENTS

Proc

[
.
—_

(V]

L1

edures

For Qualification Approval, the procedures shall be in accordance with

the Sectional Specification, IEC Publication 384-3, Sub-clause 3.4.

For Quality Conformance Inspection, the test schedule (Table IV) includes

sampling, periodicity, severities and requirements. The formation of
inspection lots is covered by Sub-clause 3.5.1 of the Sectional

2.1.2
Spec
Notes 1. -=Sub-
Sect
spec|
2. =Insp
Samp
3. =In t
4, -Not

sped

ification.

ification.

ection Levels a
1ing Plans and

his table:

applicab t
ificati <\

TABLE IV

clause numbers of tests and performance requiréms
ional Specification, IEC Publication 384-3 and

nd AQL's are selected

Procedures for Inspectfi

which according to their detail
on alumina substrates.

} IEC Publication 410

UT

ed number of defectlives)

A\ ,
Sub-clause nymber D nd'tibng/g% test I A |Performance
and Test 0 (s Note 1) L Q requirements
(see Note 1) L |(see Note 1)
\Q:: (see Note 2)
GROUP A INSPECTION. [N\
(lot-by-lot)
Sub-group A1 ND S-4 2.5%
4.4 visual As in 4.4.2
examination Legible marking and
as specified in 1.5
of this specification
4.4  Dimensions As specified in
(detail) Table I of this
specification
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4.5.4 Inpédance (si

Fréquence

— 16 — 384-3-1 © CE1
’ . T ———
Numeéro de paragraphe D |Conditions d'essail N N Exigences
et essai ou |(voir note 1) C Q (voir note 1)
(voir note 1) ND A
(voir note 2)
Sous-groupe A2 ND I1 1,0%
4.5.1 Courant de Résistance de <£0,02 CU pA/uF.V oy
fuite protection: 1 000 5L 1 juA, la plus grande
des deux valeurs
4.5.2 Capacite Frequence: ... HZ tolérances
s
4.5.3 Tangente de Fréquence: ... Hz ur Ug>10 V
l'angle de
pertes (tan § ) ur
VLUgr< 10 V
r UR<;6 v
CONTROLH DU GROUPE B
(1ot par lot)
Sous-grdupe B1 D

Selon tableau IIC

(voir nqte/A)

(voir note 1)

1'échantillon
et critére

apgplicable)
4.7 Sdudabilité
4.7.2 Mdsures <i: Selon 4.|7.2
filnales \\V”
4,18 Rdsistance du [ Marquagd lisible
A D
mgrquage é;i >
sqlvants¥* (%1 \\v\
afplicable)
Materigu de frottement:
\ﬁon hydrophile
prise: ...
{\ k _
AN
Numéro de pagsénggfé> D {Conditions d'essai Effectif de Exigencdgs
et essail ou
ND

(voir nqte 1)

dracceptation
(voir note 3)

4.6 Résistance a
la chaleur de

soudage

Méthode: ...
Durée: ... s

Reprise: 24 £ 2 h

p nj|c
—
CONTROLE DU GROUPE C
(périodique)
Sous-groupe C1 D 3 12 1

* Cet essai peut 8tre effectué sur des condensateurs chipses montés sur un substrat.
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384-3-1 © IEC 17 —
Sub-clause number D |Conditions of test I A Performance
and Test or |(see Note 1) L Q |requirements
(see Note 1) ND L |(see Note 1)
(see Note 2)
Sub-group A2 ND II 1.0%
4.5.1 Leakage Protective resistance: <0.02 CU mA/uF.V or
current 1 0005L 1 mA, whichever is
the greater
4.5.2 Capagitance Frequency: . Hz ified
4.5.3 Tanggnt of Frequency: ... Hz <:: UgR Y10 V
loss |angle
(tan|d)
UR<10 '
QAKX R<6 Y
! ~
GROUP B IN§PECTION \\>
(lot-by-lot) \
Sub-group B1 D le) :>z5%

4.6 Resistance to

soldering heat

¥ This test may be carried

Method: ..

Duration: ... s

Recovery: 24 £ 2 h

4.5.4 Impedance (if Frequency: As in Tablg IIC
applicable) :>
4.7 Solderability
4.7.2 Final mea- As in 4.7.2
surements
4.18 Solvent Q Legible marking
resigtance .
of the marking¥
(if pplicabk{i
N\ 2
S
Sub-clause|numbe D |[Conditions of test Sample size Performancg
and Test (see Note 1) & criterion requirements
(see Note |) ND of accepta- [(see Note 1)
bility (see
Note 3)
p nijc
GROUP C INSPECTION
(periodic)
Sub-group C1 D 3 (12 |1

out on chip capacitors mounted on a substrate.
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Tangente de l'angle de

——— — " D T - > - = O -

Sous-groupe C3.1

4.8  Adhérence

4.10.1 Mesure
initiale

* Lorsque différents matériaux du substrat sont utilisés pour les sous-groupes indi

< 0,06 p

— 18 — 384-3-1 © CE1

Numéro de paragraphe D |Conditions d'essai Effectif de Exigences

et essai ou |{(voir note 1 ) 1'échantillion|(voir note 1)

(voir note 1) ND et critére

d'acceptation

(voir note 3)

p n| c

4.6.3 Mesures finales Examen visuel Selon 4.6.3
Capacité Voir la spécifi-
cation particulié

Tangente de l'angle de P ‘ere
pertes :

4,17 Résistance du Solvant: $pécification
composant aux Température du r lere
solvants solvant: ...

(si applicable) Méthode 2 <<\\\\§\
Reprise: </A\\\
R )
X <

Sous-groupe C2 D \Yi\\<ﬁi\;>$

4.9 Ropustesse des Capacité (avec Voir la gpécification
extrémités mé- carte imprimée particulieére
tallisées (voir \\’/)
note 4)

Pas de dommage
// visible
Sous-grohpe C3 [\ii:
4.3 Montage Q K/\
< Selon 4.4.2
<0,02 CU|uA/uF.V ou
\ 1 pA, la|plus grande
des deux|valeurs
Capacité AC < 3% de la valeur
C mesurge initiale-
ment

pur Ug 210 V

pertes

Impédance (si
applicable)

——————— > " — o — " - - e

Examen visuel

Capacité

<0,08 p
6

< 0,1 po
Selon le

visible

Pas de dommage

our
V<UR<10 V

ur UR<6 v

tableau IIC

- —— o o — -

vidu-

ellement. la spécification particuliére doit indiquer quel matériau du substrat est
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384-3-1 © TIEC — 19 —
Sub-clause number D {Conditions of test Sample size Performanée
and Test or |(see Note 1) & criterion requirements
(see Note 1) ND of accepta- (see Note 1)
bility (see
Note 3)
o) ni{c
L
4.6.3 Final mea- Visual examination As in 4.6.3
surements
Capacitance See detail
specification
Tangent of loss angle
4,17 Compohent Solvent: ...
solvent Solvent temperature: ... <:
resistance Method 2
(if applicable)
Recovery: ... \\\\\
ya N N
Sub-group C2 D /;i\\§5i\§\{\\
4.9 Bond ptrength Capacitance (with \\\\\\\\/)See detail
of the end printed board in be specificatign
face plating position) () >
(see Note U4) H/;\
Visual examinatio No visible qamage
Sub-group CB D
4.3 Mountfing

patitance

}>ngent of loss angle

As in 4.4.2
<£0.02 CU pAfuF.vV or
1 pmA, whichgver is
the greater

AC « 3% of yalue
C measured|initially

£0.06 for Yg >10 V

< 0.08 for
6 V<PR<10 V

- . o

Sub-group C3.1

4.8 - Adhesion

4.10.1 Initial
measurement

Impedance (if
applicable)

Visual examination

Capacitance

£ 0.1 for Ug< 6 V

As in Table IIC

No visible damage

* When different substrate materials are used for the individual sub-groups, the detail
specification shall indicate which substrate material is used in each sub-group.
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de chaleur
humide, essai
Db, cycles
restants

Reprise: 1a 2 h

— 20 — 384-3-1 © CEI
Numéro de paragraphe D |Conditions d'essail Effectif de Exigences ]
et essai ou |(voir note 1) 1'échantillon| (voir note 1)
(voir note 1) ND et criteére
d'acceptation
{(voir note 3)
p n|ec
4,10 Variations 0p = Température mini-
rapides de male de catégorie
température
6p = Température maxi-
male de catégorie
Cing cycles /Ai/ﬂ
Durée tq = 30 min
Reprise: 1a 2 h <\
4.10.3 Mesures Courant de fuite <:\\\\§\ 2&/1a liimite
| flinales </\\\ initiale
Capacité \\\\\ \\\\v’Pour le modele I:
\\ AC <5%
C
G > Pour le foddle II:
<10% de| la valeur
mesurée en 4.10.1
Tangentd de 1'angla < a la lfimite
pertes initiale
4.11  déquence <
dlimatique
uniquement [\\\/
gour le X
nmodele IO \/\
4.11.1 Mesure < ap
initiale
4.11.2 Ghaledr s \\\\giébpérature: température
ximale de catégorie
Durée: 16 h
4.11.3 Hssai ¢
de chaleur
Humide, essai
Dby ler cycle
4.11.4 Froid Température: température
minimale de catégorie
Durée: 2 h
4.11.5 Essai cyelique
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384-3-1 © IEC

— 21 —

Sub-clause number
and Test
(see Note 1)

or
ND

Conditions of test
(see Note 1)

Sample size
& criterion
of accepta-
bility (see

Performance
requirements
(see Note 1)

4.10

ture

Note 3)
p n c
Rapid change Op= Lower category
of tempera- temperature
©p= Upper category
temperature
Five cycles

4,10.3 Findl
meagurements

Cligatic
seqyence
(Style I
only)

4.11.1 Inigial

meagurement

SIS

Duration tq1 = 30 min

Recovery: 1 to 2 h

Leakage current

Capacitance

Tangent of los

5

:;;éépature:
tegory temperature

/
LS

>

<L \Ynitial ljimit

AC < 5% for StyleI
C < 10% for Style II
of value measured in
4.10.1

< initial limit

4,11.2 Dry |heat T upper
ca
>yration: 16 h
4.11.3 Damp heat
cyclic, Test
Db, [fivrst
cycle
4,11.4 Cold Temperature: lower
category temperature
Duration: 2 h
4.11.5 Damp heat,

cyclic, Test
Db, remain-
ing cycles

Tto2h

Recovery:
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— 22 — 384-3-1 © CEI
Numéro de paragraphe D |Conditions d'essai Effectif de Exigences
et essai ou |(voir note 1) 1'échantillon|(voir note 1)
(voir note 1) ND : et critere
d'acceptation
(voir note 3)
p n c
. —
4.11.6 Mesures Examen visuel Pas de dommage
finales visible
Marquage lisible
Courant de fuite < a la limite
Capacité de la valeur
rée en
L1101
Tangente de l'angle de if[s la limite
pertes E§\
N
Sous-~groype C3.2 "D ;>

4,12 Edsai continu
dg chaleur
humide (uni-
qyement pour

14 modele I)

4,12.1 Mgsure
initiale

4,.12.2 Masures

finales :

Reprise:

Tangente de 1l'angle de
pertes

L SWAN
7

Pas de dgmmage
visible
Marquage |lisible
< a la limite
initiale
AC < 10% |[de la valeur
C  mesyrée en
§.14.1

< 1,2 foils la limite
initiale

Sous-groupe (C3.3

AR AN

4,13 Caractéristiques
a haute et basse
température

Palier 1:

Les comdensateurs
doivent &tre mesurés
a chaque palier de
température

20 °C

Courant de fuite
Capacité

Tangente de l'angle de
pertes

Valeurs utilisees
comme référence
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— 23 —

Sub-clause number

4,12 Damp heat,
steady state

(Styl¢ I only)

4.12.1 Initial
measurement

4.12.2 Final
measurements

Recovery: 1

Capacitance

Tangent of loss angle

SEZIRN
Vi

D |Conditions of test Sample size Performance
and Test or |(see Note 1) & criterion requirements
(see Note 1) ND of accepta- (see Note 1)
bility (see
Note 3)
p n c
4,11.6 Final measure- Visual examination No visible damage
ments Legible marking
Leakage current < initial limit
Capacitance AC < 10% of value
C easured in
) 4
Tangent of loss angle <:z x 1. initial
D
NN
Sub-group C3}2 D 1 b\ \\//

No visible dgmage
Legible marking
< initial limit

AC < 10% of vyalue
C measured in
4.12.1

£ 1.2 times initial
limit

<
J
S

4,13 Charactgris-

Sub-group C3

The capacitors shall

ties at high
and low tempe-
rature

be measured at each
temperature step

Step 1: 20 °C

Leakage current
Capacitance
Tangent of loss angle

For use as
reference values
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— 24 — 384-3-1 © CEI
Numéro de paragraphe D |Conditions d'essai Effectif de Exigences
et essai ou |(voir note 1) 1'échantillon|(voir note 1)
(voir note 1) ND et criteére

d'acceptation
(voir note 3)
o) n c

Palier 2: Température

__ﬁ

O VAR ON
</

Palier 3: 20 °C
Courant de fuite

’

Capacite

Capacit

Tangente de 1l'angle de
pertes

Palier 5: 125 °C

(si applicable)

minimale de catégorie
Capacité -12% < 4C 0% de 1la
C
valeur misurée au
alier-1
Tangente de l'angle de ¢ur Ug >10 V
pertes Qur
\\ 6,3 V<Ug<10 Vv
{2 pgur Up<6,3 V

TN
/

< a la limite

initiale

AC « 5% de la

C vIleur mesurée
ag palier 1

< a la limite

initiale

< 0,2 CU|uA/uF.V ou

10 mA, la plus grande

des deux|valeurs

AC o +]0% de la

C = valeur mesureée
ay palier 1

< 0,12 pour Ug >10 V

< 0,15 pour

< 0,2 pour Ug<6,3 V

Courant de fuite

Capacité

Tangente de l'angle de
pertes

< 0,25 CU pA/uF.V ou
12,5 pA, la plus
grande des deux
valeurs

+15% de la
valeur mesuree
au palier 1

ac <
C

IN N

5 pour Ug>6,3 V
pour Ug<6,3 V
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